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FOREWORD

This amendment has been prepared by CISPR subcommittee A: Radio-interference
measurements and statistical methods, in cooperation with CISPR subcommittee D:
Electromagnetic disturbances related to electric/electronic equipment on vehicles and internal
combustion engine powered devices, of IEC technical committee CISPR: International special
committee on radio interference.

Ine text Or tnis amendment Is Dased On trhe TONNOWINg aocumernts.

Enquiry draft Report on voting
CISPR/A/878/CDV CISPR/A/894/RVC

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report
bn voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of this publication will,remain unchanged unti
he stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the datg
related to the specific publication. At this date, the publication will\be

b reconfirmed,

b withdrawn,

b replaced by a revised edition, or
b amended.

INTRODUCTION

The recent addition of FFT-based measuring instrumentation in CISPR 16-1-1 necessitates
he addition of related spegifications for the test methods covered in CISPR 16-2-3. Those
hew specifications are intteduced in this amendment.

3 Terms and definitions

3.18
measuring-receiver

Replacethe existing definition by the following new definition:

nstrument such as a tunable voltmeter, an EMI receiver, a spectrum analyzer or an FFT

oloepp 140 4
JGOUU IIICGOUIIIIH IIIOLIUIIIUIIL, VVILII Ul VVILIIUUI. PICOCICULIUII lllal. \JUIII'JIIUO VVILII OTOT T TUTT I

Add, after the existing definition 3.24.5, the following new terms and definitions 3.25 and 3.26:

3.25

measurement

process of experimentally obtaining one or more quantity values that can reasonably be
attributed to a quantity
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[2.1 of ISO/IEC Guide 99:2007][8]

3.26

test

technical operation that consists of the determination of one or more characteristics of a given
product, process or service according to a specified procedure

NOTE A test is carried out to measure or classify a characteristic or a property of an item by applying to the item
a set of environmental and operating conditions and/or requirements.

IEC 60050-151:2001, 151-16-13][9]

b.1 General

Delete the existing item c) from the list.

p.2.1 General

Replace the second sentence of this subclause by the following new sentence:

Should the ambient noise level exceed the required level, it shall be recorded in the test
report.

Add, after the existing Subclause 6.5.2, the following new Subclause 6.5.3:

6.5.3 Measurement of the duration of disturbance

The duration of a disturbance must be known in"order to measure it correctly and to determing
f it is discontinuous. The duration of a distutbance may be measured in one of the following
vays:

p through the connection of an oscilloscope to a measuring receiver’s IF output to allow
monitoring of the disturbance in the time-domain;

» through the tuning of either-.an EMI receiver or a spectrum analyzer to the disturbancsg
frequency without frequency scanning (i.e. ‘zero-span’ mode) to allow monitoring of the
disturbance in the time-domain; or

p through the use of thextime-domain output of an FFT-based measuring receiver.

(Guidance for the determination of the appropriate measurement time can be found in 8.3.

p.6.2 Minimum’' measurement times

Replace the-existing first sentence of the first paragraph of this subclause by the following twa
hew sentences:

e minimum measurement (dwell) times are given in Table 7. The minimum measurement

scan times for spectrum analyzers in Table 2 apply to CW signals.

Add, immediately before the existing Table 1, the following new Table 7:

1 Figures in square brackets refer to the Bibliography.
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Table 7 — Minimum measurement times for the four CISPR bands

Frequency band Minimum
measurement time T,

A 9 kHz to 150 kHz 10,00 ms

B 0,15 MHz to 30 MHz 0,50 ms

CandD 30 MHz to 1 000 MHz 0,06 ms

E 1 GHz to 18 GHz 001 ms

Add, after the existing Subclause 6.6.5, the following new Subclause 6.6.6:

6.6.6 Timing considerations using FFT-based instruments

FFT-based measuring instruments may combine the parallel calculation at N frequencies and
b stepped scan. For this purpose the frequency range of interest is subdivided“into a numbe
pbf segments Ny, that are scanned sequentially. The procedure is shownin Figure 20 for
hree segments. ‘?he total scan time for the frequency range of interest T @y, is calculated as:

Tscan = Tm Nseg (18
where

T is the measurement time for each segmient, and

Ngeg is the number of segments.

FFT-based measuring instruments may alse provide methods to improve the frequency
resolution across a given frequency rangé>JIn general, an FFT-based measuring instrument
will have a fixed frequency step fgie, pprithat is determined by the number of frequencies of
he FFT. Increased frequency resolution.is achieved by performing repeat calculations over g
given frequency range. For each repeat calculation, the lowest frequency is incremented by g

frequency step, fstep final-

Hence the first calculation “over the given frequency range considers the following
frequencies:

fmin’

fmin +fstep FFT:

fmin + 2fstep FFT>

fmin + 3fstep FET«--

The second-calculation over the given frequency range considers the following frequencies:

fmin +fstep final»
fmin +fstep final +fstep FFT:

f S 4 £ } £ FET
S T Steprifar vStePT T

fmin +fstep final * 3fstep FFT---
This procedure, applied for a step ratio of 3, is displayed on Figure 21.

The scan time T, is calculated as:

scan

Sstep FFT
Tscan=TmL (19)
fstep final

where

T is the measurement time, and
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fstep FFT . .
—— —— is the step ratio.
fstep final

For a system that combines both methods the scan time T, is calculated as:

fstep FFT
Tscan :TmNseg— (20)
fstep final

NOTE 1 FFT-based measuring instruments may combine both methods, the stepped scan as well as a method to

tloa £ [T
mproveTteTrequenCyTeSortton:

NOTE 2 Additional background information is currently in preparation for CISPR 16-32.

2 A CISPR/TR 16-3 is to be published to replace CISPR 16-3:2003 and its amendments.
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Figure 21 — Frequency resolution enhanced
by FFT-based measuring instrument

7.5.4 Specifications for EUT set-up in common emissions/immunity test setup

In the first bullet of the eighth paragraph, replace the existing third sentence as follows:

However, in case of conflicting requirements, the layout and maximum cable lengths defined
in the product emission standard shall be used.
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7.6.6.2.1 General measurement procedure

In the last sentence of the first paragraph, delete the existing phrase “in case of dispute.”

8.5 Emission maximization and final measurement

Add, after the last paragraph of this subclause, a new note as follows:

NOTE The final measurement may be performed at several frequencies in parallel using FFT-based measurement

toti

RSt eRta o

Add, after the existing Subclause 8.6, the following new Subclause 8.7:

B.7 Emission measurement strategies with FFT-based measuring instruments

Depending on the implementation, FFT-based measuring instruments may perform weighted
measurements significantly faster than the tunable selective voltmeters.” A weighted
measurement over the frequency range of interest may then be faster than a measurement
consisting of a prescan and final scan performed with a superhetetodyne receiver as
described in 8.2.

Bibliography
Add the following new references after the existing list:

8] ISO/IEC Guide 99:2007, International vocabulary of metrology — Basic and genera
concepts and associated terms (VIM)

9] IEC 60050-151:2001, International Electretechnical Vocabulary (IEV) — Part 151: Electrica
and magnetic devices
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AVANT-PROPOS

Cet amendement a été préparé par le sous-comité A du CISPR: Mesures des perturbations
radioélectriques et méthodes statistiques, en coopération avec le sous-comité D du CISPR:
Perturbations électromagnétiques relatives aux appareils électriques ou électroniques
embarqués sur les veéhicules et aux moteurs a combustion interne, du comité d'études
CISPR de la CEIl: Comité international spécial des perturbations radioélectriques.

e lexie de Ccel dinenaemert est IssU des dOCUulmernts sulvdlils.

Projet d’enquéte Rapport de vote

CISPR/A/878/CDV CISPR/A/894/RVC

| e rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information)sur’le vote ayant
hbouti a I'approbation de cet amendement.

| e comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas-modifié avant la date de
stabilité indiquée sur le site web de la CEl sous "http://webstorg.iec.ch" dans les données
relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

b reconduite;

b supprimée;

b remplacée par une édition révisée; ou
> amendée

INFRODUCTION

| 'ajout récent d'instruments de meSure basé sur la FFT dans la CISPR 16-1-1 nécessite des
bjouts dans les spécifications_des méthodes d’essai couvertes par la CISPR 16-2-3. Ces
nouvelles exigences sont présentées dans le présent amendement.

B3 Termes et définitions

B.18
récepteur de me'sure

Remplacerya définition existante par la nouvelle définition suivante:
bppareil.-de mesure tel qu'un voltmeétre sélectif, un récepteur de mesure de perturbations

Blectromagnétiques, un analyseur de spectre ou un appareil de mesure a FFT, avec ou sans
brésélection, qui est conforme a la CISPR 16-1-1

Ajouter apres la définition existante 3.24.5, les nouveaux termes et définitions 3.25 et 3.26
suivants:
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3.25

mesurage

processus consistant a obtenir expérimentalement une ou plusieurs valeurs de quantité que
I'on peut raisonnablement attribuer a une grandeur

[2.1 de ISO/IEC Guide 99:2007][8]

3.26
eSSa
bpération technique qui consiste a déterminer une ou plusieurs caractéristiques d'un produit
brocessus ou service donné, selon un mode opératoire spécifié

NOTE Un essai est destiné a mesurer ou a classer une caractéristique ou une propriété d'une-entité en
bppliquant a celle-ci un ensemble d'exigences et de conditions d'environnement et de fonctionnement.

IEC 60050-151:2001, 151-16-13] [9]
b.1 Généralités
Supprimer le point c) existant de la liste.

b.2.1 Généralités

Remplacer la deuxiéme phrase de ce paragraphe par la(nquvelle phrase suivante:
Si le bruit ambiant dépasse le niveau requis, cela doit étre consigné dans le rapport d'essai.
Ajouter, apres le paragraphe 6.5.2 existant, lesnouveau paragraphe 6.5.3 suivant:

6.5.3 Mesure de la durée d'une perturbation

| a durée d'une perturbation doit étre* connue pour pouvoir la mesurer correctement et pour
déterminer si elle est discontinues\ka durée d'une perturbation peut étre mesurée selon I'ung
Hes maniéres suivantes:

e en connectant un.gascilloscope a la sortie IF (fréquence intermédiaire) d’un récepteur
de mesure pour(pouvoir surveiller la perturbation dans le domaine temporel;

e en syntonisant un récepteur de perturbations électromagnétiques ou un analyseur de
spectre surla fréquence de la perturbation sans balayage en fréquence (c'est-a-dire
en mode,«intervalle nul») pour pouvoir suivre la perturbation dans le domaing
temparel; ou

e enxtilisant la sortie du domaine temporel d'un récepteur de mesure a FFT.

Dn pelit trouver en 8.3 des indications sur la détermination de la durée de mesure appropriée,

Remplacer la premiere phrase existante du premier alinéa de ce paragraphe par les deux
nouvelles phrases suivantes:

Les durées minimales (de maintien) de mesure sont indiquées dans le Tableau 7. Les durées
minimales (de maintien) de mesure du Tableau 1 pour les récepteurs a balayage et les
instruments de mesure a FFT et les durées de balayage du Tableau 2 pour les analyseurs de
spectre s'appliquent a des signaux en ondes entretenues (CW).

1 Les chiffres entre crochets référent a la Bibliographie.
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Ajouter, aprés le Tableau 1 existant, le nouveau Tableau 7 suivant:

Tableau 7 — Durées minimales de mesure pour les quatre bandes du CISPR

Bande de fréquences Durées minimales de
mesure Tn,
A 9 kHz a 150 kHz 10,00 ms
B 0,15 MHz a 30 MHz 0,50 ms
CetDh 30 MHz a 1 000 MHz 0,06 ms
E 1 GHz a 18 GHz 0,01 ms

Ajouter, apres le Paragraphe 6.6.5 existant, le nouveau Paragraphe 6.6.6 suivant.

6.6.6 Considérations temporelles concernant l'utilisation d'appareils de mesure a FFT

| es appareils de mesure a FFT peuvent associer le calcul en paralléle’a N fréquences et un
balayage par pas. Dans ce but, la plage de fréquences concernée est subdivisée en un
certain nombre de segments Ngeg qui sont balayés en séquence! Le mode opératoire est
représenté sur la Figure 20 pour trois segments. La duréé._totale de balayage pour I3
fréquence concernée Ty, €st calculée de la maniéere suivante:

Tbalayage = Tm Nseg (1 8
DU

T est la durée de mesure pourchaque segment, et

Ngeg est le nombre de segnients.

| es appareils de mesure a FFT_peuvent également fournir des méthodes pour améliorer I3
résolution en fréquence sur uneyplage de fréquences donnée. Un appareil de mesure a FFT 3
pénéralement un pas de. fréquence fixe fy,s ppr Qqui est déterminé par le nombre de
fréquences de la FFT. Of,obtient une résolution de fréquence accrue en effectuant des
Calculs répétés sur unhe“plage de fréquences donnée. Pour chaque calcul répété, Ig
fréquence la plus basse est incrémentée d'un pas de fréquence /s final-

Ainsi, le premiger ealcul sur la plage de fréquences données prend en compte les fréquences
Suivantes:

fmin’

fmin +fpas FFT:
fmin & 2fpas FFT:
fmin + 3foas FFET:--
Le deuxiéme calcul sur la plage de fréquences données prend en compte les fréquences
suivantes:

fmin +fpas final»

fmin +fpas final +fpas FFT:

fmin +fpas final * 2fpas FFT:

fmin +fpas final * 3fpas FFT---

Ce mode opératoire, appliqué a un rapport de pas de 3, est illustré a la Figure 21.

La durée de balayage Tpjayage €St calculée de la maniére suivante:
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_ fpasFFT
balayage ~ " m (1 9)
f;)asﬁnal
ou
T est la duree de mesure, et

f]‘Jas FFT
f;)as final

Pour un systéeme associant les deux méthodes, la durée de balayage Ty.,, est calculée de\l3
maniére suivante:

est le rapport de pas.

fpasFFT

T = ]-:TINSCg — (20

balayage
pas final

NOTE 1 Les appareils de mesure a FFT peuvent combiner les deux méthodes, le balayage\par pas ainsi qu'ung
méthode d'amélioration de la résolution en fréquence.

NOTE 2 Des informations de contexte supplémentaires sont actuellement en préparation pour la CISPR 16-32.

2 Un CISPR/TR 16-3 est a publier pour remplacer le CISPR 16-3:2003 et ses amendements.
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